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SC-BLM系统测试

20250208
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 LRBTWS00后1.6米位置。

– 可以申请机器调束时间进行观测，采用CFC电子学和IV变换低档位进行
观察上升时间和束损信号的宽度。

BLM探头更换位置
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20250208LRWS00剖面结果
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 机器参数

– 15mA、100us、1Hz

 电子学1期1M档位积分

– 电子学上升时间7us

100uS脉宽1M档位积分路实验

LRWS00-X方向至于束流中心
HV-800V--3个新探头
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 电子学100K档位

积分路

100uS脉宽100k档位积分路实验



6

 CFC电子学测试

– 接最大束损信号通道

– 改变高压信号大小不变
，800V~1800V

– 束损信号太小，无法
10us内产生2个脉冲。

100uS脉宽CFC实验
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 电子学1M档位积分路

5us脉宽1M档位积分路实验实验
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20250209LRWS00剖面结果

 新的机器模式LRWS00剖面
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 新的机器参数LRWS00剖面参数

– 初步评估束损电离室大小及整个系统上升沿

100uS脉宽100k档位直接比较实验
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 BLM系统的最快上升时间约为

15us

 下一步计划使用IPM电子学，

放置于隧道内、外，尝试观测

电离室束损波形的上升沿及波

形。

2016年DTL临时调束线
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谢谢！
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